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(57) Abstract: The present invention relates to a method by means of which defects in materials, preferably in solid bodies (18),
can be localized with considerably higher spatial resolution than before. With the present invention, such defects can be quickly and
economically imaged with high spatial resolution. Above all, with the present invention it is possible to contactlessly spin-selectively
excite and capture or image defects in the solid body with high sensitivity, high dynamic range, large field of view and excellent
resolution which far exceeds the present capabilities of optical detection processes. Furthermore, with the process according to the
invention there is an excellent possibility for detecting spin even in individual images, wherein high contrast of the spin states and better
fidelity of reproduction of the spin states are made possible. The device (10) according to the invention and the process according to
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Veriffentlicht:
—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)
the invention are also extremely useful for quantum calculation using defect spins in solid bodies (18), for quantum-capable capturing
and for quantum-capable measurement networks.

(57) Zusammenfassung: Mit der vorliegenden Erfindung wird eine Methode bereitgestellt, mit der Defekte in Materialen, bevorzugt
in Festkorpern (18), mit wesentlich hoherer ortlicher Auflosung als zuvor lokalisiert werden konnen. Dabei ist eine Abbildung solcher
Defekte mit hoher 6rtlicher Auflosung schnell und kostengiinstig méglich. Vor allem ist mit der vorliegenden Erfindung eine kontaktlose
spinselektive Anregung und Erfassung bzw. Abbildung von Defekten im Festkorper mit hoher Empfindlichkeit, hohem dynamischem
Bereich, sowie groBem Sichtfeld und ausgezeichneter Auflésung méglich, die die aktuellen Fahigkeiten optischer Detektionsverfahren
weit tibertrifft. Weiterhin besteht mit dem erfindungsgeméfBen Verfahren eine hervorragende Moglichkeit zur Spinerkennung auch bei
Einzelaufnahmen, wobei ein hoher Kontrast der Spinzustinde und eine bessere Wiedergabetreue der Spinzustinde erméglicht werden.
Die erfindungsgemife Vorrichtung (10) und das erfindungsgemifBe Verfahren sind auch &uBerst niitzlich fiir die Quantenberechnung
unter Verwendung von Defektspins in Festkorpern (18), fiir die quantenfahige Erfassung und fiir quantenfihige Messnetze.



